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Nationales Vorwort 

Diese Norm wurde von der Arbeitsgruppe 5 „Prüfung von keramischen Beschichtungen“ des CEN/TC 184 
„Hochleistungskeramik“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI (Großbritannien) gehalten wird.  

Zu EN 1071-4 gibt es kein Arbeitsgremium im DIN, da seitens der deutschen Fachöffentlichkeit kein Interesse 
an diesem Normungsthema bekundet wurde. 

Änderungen 

Gegenüber DIN V ENV 1071-4:1995-11 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Der Inhalt wurde fachlich und redaktionell umfangreich überarbeitet. 

Frühere Ausgaben 

DIN V ENV 1071-4: 1995-11 
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Vorwort 

Diese Europäische Norm (EN 1071-4:2006) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 184 „Hochleistungs-
eramik“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird. 

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis August 2006, und etwaige entgegenstehende nationale 
Normen müssen bis August 2006 zurückgezogen werden. 

EN 1071 „Hochleistungskeramik — Verfahren zur Prüfung keramischer Schichten“ besteht aus 11 Teilen: 

  Teil 1: Bestimmung der Schichtdicke mit einem Kontaktprofilometer 

  Teil 2: Bestimmung der Schichtdicke mit dem Kalottenschleifverfahren 

  Teil 3: Bestimmung der Haftung und mechanischen Schichtfehler mit dem Ritztest 

  Teil 4: Bestimmung der chemischen Zusammensetzung durch Elektronenstrahl-Mikrobereichsanalyse 
(ESMA) 

  Teil 5: Bestimmung der Porosität 

  Teil 6: Bestimmung der Abriebfestigkeit von Schichten durch eine Mikroabriebprüfung 

  Teil 7: Bestimmung der Härte und des Elastizitätsmoduls durch instrumentierte Eindringprüfung 

  Teil 8: Rockwell-Eindringprüfung zur Bewertung der Haftung 

  Teil 9: Bestimmung der Bruchdehnung 

  Teil 10: Bestimmung der Schichtdicke mittels Querschliff 

  Teil 11: Messung der Innenspannung nach der Gleichung von Stoney 

Die Teile 7 bis 11 sind Technische Spezifikationen. 

Diese Europäische Norm ersetzt ENV 1071-4:1995. 

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finn-
land, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Nor-
wegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tsche-
chische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich und Zypern. 

 

 

Einleitung 

Die Elektronenstrahl-Mikrobereichsanalyse (ESMA) ist eine allgemein angewendete Analysentechnik, die für 
eine Vielzahl von in Rohform befindlichen Werkstoffen einsetzbar ist. Während vom ISO/TC 202 „Microbeam 
analysis“ Internationale Normen für dieses Verfahren erarbeitet wurden, gibt es derzeit keine Europäische 
oder Internationale Norm über die Anwendung von ESMA für die Analyse keramischer Schichten. 

Begriffe und Definitionen, einschließlich der in dieser Europäischen Norm verwendeten, die nicht spezifisch 
für Beschichtungen gelten, sind in ISO 18115 und ISO 23833 angegeben. 

Da die Zusammensetzung einer Schicht ein kritischer Faktor ist, der die Leistungseigenschaften eines Er-
zeugnisses bestimmt, kann dieses Analysenverfahren in der Qualitätskontrolle, bei der Entwicklung von Be-
schichtungen und für die Erfassung von Auslegungsdaten angewendet werden. 

Nachschlagewerke zur Elektronenstrahl-Mikrobereichsanalyse sind in den Literaturhinweisen ([1], [2]) aufge-
führt. 
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